Yield limits and characteristic deflection lines

Autor(en): Rinagl, F.

Objekttyp:  Article

Zeitschrift:  IABSE congress report = Rapport du congrés AIPC = IVBH
Kongressbericht

Band (Jahr): 2 (1936)

PDF erstellt am: 21.07.2024

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-3151

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-3151

I3

Yield Limits and Characteristic Deflection Lines.

Uber Fliefigrenzen und Biegekennlinien.

Sur les limites d’écoulement et les diagrammes de flexion.

Dr. Ing. F. Rinagl,

Professor an der Technischen Hochschule Wien.

For editorial reasons this report appears in the appendix.
Aus redaktionellen Griinden erscheint das Referat im Anhang.

Pour cause rédactionelle ce rapport est publié en annexe.
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